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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

' DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES —

Partie 36: Accélération constante

AVANT-PROPOS

1) La QEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de npymalisation
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEN+~Ila CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation fHans les
domdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des| Normes
interpationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels,tout Comitd national
intérg¢ssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementaleg et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl)collabore étjoitement
avec|l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixéés par accord gntre les
deux|organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions technigues-représentent, dans la mesure
du p@ssible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que.les Comités nationaux irftéressés
sont feprésentés dans chaque comité d’études.

3) Les ¢flocuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sonf publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques¢ou guides et agréés comme tels| par les
Comités nationaux.

4) Dans|le but d'encourager I'unification internationale, les Comité$ nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facor] transparente, dans toute la mesure possible, les Naormes internationales de la CEIl dans leurg normes
natiohales et régionales. Toute divergence entre la notme de la CEl et la norme nationale ou fégionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le margitage comme indication d’approbation et sa respgnsabilité
n'est|pas engagée quand un matériel est déclaré.¢enforme a I'une de ses normes.

6) L'attgntion est attirée sur le fait que certains\des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objdt de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre terjue pour
respqnsable de ne pas avoir identifié de tels’droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Norme internationale CEIl 60749-36 a été établie par le comité d'études 47 de |a CEl:

Dispositifs a semiconducteurs.

Le textg de cette norme(est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1667/FDIS 47/1685/RVD

Le rappoft’de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le votg ayant

abouti atapprebationde-—cettenerme:

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative a l'accélération constante, est
le résultat de la réécriture compléte de I'essai contenu dans I'Article 5 du Chapitre 2 de
la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

L]

reconduite;

sup

primée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

International Standard IEC 60749-36 has been prepared by IEC technical commit
Semicdnductor devices.

The text of this standard-is:based on the following documents:

Full infprmation on the voting for the approval of this standard can be found in the re
voting |ndicated in the above table.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS —

Part 36: Acceleration, steady state

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization g
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC _.js ‘to
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and eleetronic f
this €nd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Theit”prepd
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
parti¢ipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental ,organization
with |the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely-with the Inte
Orgapization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined”by agreement bet
two drganizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as pos
interpational consensus of opinion on the relevant subjects since each teghnieal committee has repre
from fall interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for intern@tional use and are published in
of stpndards, technical specifications, technical reports or guidés and they are accepted by the
Cominittees in that sense.

In orfer to promote international unification, IEC National<«Committees undertake to apply IEC Inte
Standlards transparently to the maximum extent possible\in their national and regional standa
diverpence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall b
indic@ted in the latter.

The |EC provides no marking procedure to indicate“its approval and cannot be rendered responsibl
equigment declared to be in conformity with one_ofiits standards.

Attention is drawn to the possibility that some'of the elements of this International Standard may be th
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

FDIS Report on voting

47/1667/FDIS 47/1685/RVD

mprising
promote
ields. To
ration is
vith may
b liaising
rnational
veen the

sible, an
bentation

the form
National

rnational
ds. Any
e clearly

b for any

P subject

ee 47:

port on

The mechanical and climatic test method, as it relates to acceleration, steady state, is a
complete rewrite of the test contained in Clause 5, Chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 36: Accélération constante

1 Domaine d’application

nécesspirement détectées dans les essais de chocs et de vibrations. Il peut étre ut
tant qgy'essai (destructif) a contrainte élevée pour déterminer les limites® mécaniques

du bofitler, de la métallisation interne et du systéme de sortie, de la fixation-de la pas
du substrat, et d'autres éléments du dispositif microélectronique. Lorsque des nive)
contraipte appropriés ont été établis, cette méthode d’essais peut également étre e

comme un écran non destructif en-ligne a 100 % pour détecter et élimfiner les dispositi
des contraintes mécaniques inférieures a la normale dans n'importeyquel élément stru

Cette méthode d’essai d’accélération constante est, en général;~en accord avec la CEl 60d
mais gn raison d’exigences spécifiques aux semicondueteurs, les articles de la p
norme g’appliquent.

2 Références normatives

Les ddcuments de référence suivants sont indispensables pour l'application du
document. Pour les références datées,:seule I'édition citée s'applique. Pour les réfé
non dajées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les év
amendeéments).

3CEI 6p068-2-7, Essais d'envifonhement — Partie 2: Essais — Essai Ga et guide: Accé
constainte

3 Aplpareillage d'essai

Des egsais a qaCcélération constante doivent étre effectués sur un appareillage ¢
d'appliquer I'accélération spécifiée pendant le temps nécessaire.

b
4 Pr hedduiro
occoutr

Le dispositif doit étre immobilisé par son boitier ou par les montages normaux et les

effets
jit d'un
es non
lisé en

tille ou
aux de
ployée
s avec
turel.

68-2-7,
ésente

hrésent
rences
entuels

ération

apable

sorties

ou cables doivent étre fixés. Sauf spécification contraire, une accélération constante de la

valeur spécifiee doit alors étre appliqguée au dispositif pendant 1 min dans chacu
orientations Xq, X,, Y, Z; et Z,. Pour les dispositifs a élements internes montés avec

ne des
le plan

d'appui majeur perpendiculaire a I'axe Y, I'orientation Y, doit étre définie comme celle dans

laquelle les éléments tendent a étre retirés de leur montage. Sauf spécification contr
condition d'essai E doit s'appliquer.

aire, la
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 36: Acceleration, steady state

ope

ype semiconductor devices. It is an accelerated test designed to indicatent
al and mechanical weaknesses not necessarily detected in shock and vibration
used as a high stress (destructive) test to determine the mechanicaf)limits|
, internal metallisation and lead system, die or substrate attachment, and other

ts of the microelectronic device. When proper stress levels have been’establish

S.

specific requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.

rmative references

ed references, only the edition cited applies. For undated references, the latest
eferenced document (including any amendments) applies.

State

5t apparatus

tion on
pes of
test. It
of the

ed this

thod may also be employed as a non-destructive in-line 100 % 'screen to det¢ct and

uctural

ral, this acceleration steady-state test method is in conformity with IEC 60068-2-7 but,

ument.
edition

p68-2-7, Environmental testing— Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Accelgration,

Constant accelerationtests shall be made on an apparatus capable of applying the specified

accelel

4 Pr

The de

ation for the required time.

pcedure

vice’shall be restrained by its case, or by normal mountings, and the leads or

cables

secured. Unless otherwise specified, a constant acceleration of the value specified shall then
be applied to the device for 1 min in each of the orientations X,, X5, Y4, Z4 and Z,. For
devices with internal elements mounted with the major seating plane perpendicular to the Y
axis, the Y, orientation shall be defined as that one in which the elements tend to be removed

from th

eir mount. Unless otherwise specified, test condition E shall apply.
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4.1

Des ed
essais

4.2

Un dis
les limites paramétriques sont dépassées ou si la fordgtionnalité ne peut pas étre dén
dans les conditions spécifiées dans le document d'approvisionnement applicabl
dommdges mécaniques tels que les craquelures,'éclatement ou la cassure du boftiel
également considérés comme des défaillances,@ condition que de tels dommages ns
pas ca

5

Les inf

a)

b)
c)

d)
e)

f)

-6- 60749-36 O CEI:2003

Niveau de contrainte
ms—2

50 000
100 000

Condition d'essai

150 000
200 000
300 000
500 000
750 000

I

1000 000
1250 000

G| IO M| M[O|O|w|>

Nesures finales

sais d'herméticité, un examen visuel et des mesures électriques (compreng
parameétriques et fonctionnels) doivent étre réalisés.

Critéres de défaillance

Ré

La
(vo

Les

Tol
(vo

La
La

ositif doit étre défini comme défaillant si I'herméticité ne peut pas étre démon

sés par la fixation ou la manipulation,

sumé

prmations suivantes doiventétre stipulées dans la spécification applicable:

<

quantité d'accélération a appliquer, en ms=2 si elle différe de la condition d'¢
r Article 4).

mesures a efféctuer aprés 'essai, si nécessaire.

tes les variations de durée ou limites a l'orientation (par exemple, Y; uniqy
r Article 4.

Hurée'de I'essai, si elle differe de celle qui est spécifiée (voir Article 4).

Eéquence des orientations, si elle différe de celle qui est spécifiée (voir Article 4).

Int des

trée, si
hontrée
. Des
seront
soient

pssai E

ement)

La

allle d’echantilionnage.
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